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Теоретической разработке методов анализа и синтеза многослойных периодических структур посвящено большое число монографий в силу актуальности этих вопросов для решения целого ряда задач как прикладной, так и экспериментальной физики [1-3]. Хорошо развиты и обобщены результаты, относящиеся к периодическим структурам, состоящим из четвертьволновых, полуволновых или близких к ним по оптическим толщинам слоев.
Задача диагностики и синтеза слоисто-неоднородных сред с заданной амплитудно-фазовой характеристикой и с различным периодом неоднородности, требует развития нового подхода при проведении как аналитического, так и численного анализа свойств и особенностей многослойных структур в более общей постановке и, как результат, разработку метода, позволяющего найти в аналитической форме алгоритм синтеза многослойных структур с отличными от классических структурными и амплитудно- фазовыми свойствами. Основная цель данной работы – создание алгоритма синтеза интерференционных покрытий с заданными характеристиками методом связанных волновых толщин.

***

В результате проведённой работы были получены следующие результаты: 

а) предложен алгоритм синтеза интерференционных покрытий с заданными характеристиками методом связанных волновых толщин
б) рассмотрены спектральные характеристики полученных структур в зависимости от числа периодов и параметров подложки 
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